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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na „Dostawa w formie leasingu finansowego transmisyjnego mikroskopu elektronowego z 

oprzyrządowaniem”. 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 
  
I Na podstawie art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień 
na złożone pytania: 
 

A. Dotyczy: Formularz 2.2 do SWZ „Wykaz parametrów technicznych” 

 

Pytanie 1. 

Dotyczy punktu nr 15 o treści „Mikroskop powinien oferować możliwość uzyskania prądu o wartości 

≥2,5 nA w wiązce elektronowej skupionej na próbce do plamki o średnicy 1,0 nm.”  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na „Mikroskop powinien oferować możliwość uzyskania 

prądu o wartości ≥1,5 nA w wiązce elektronowej skupionej na próbce do plamki o średnicy 1,0 nm”? 

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga dużego prądu dla relatywnie dużej wiązki o średnicy 1 nm. Taka 

wiązka w pierwszym przybliżeniu da rozdzielczość obrazową w STEM na słabym poziomie ~1 nm i 

jeszcze gorszą rozdzielczość analityczną. Takie rozdzielczości obrazowe są typowe dla mikroskopów 

SEM, a nie mikroskopów (S)TEM z emisją polową. Trudno oczekiwać, że głównym zamierzeniem 

aplikacyjnym Zamawiającego, który w innych punktach SWZ definiuje mikroskop wysokorozdzielczy, 

są tak niskie parametry pracy. W STEM-in-TEM w znakomitej większości zastosowań celuje się w 

rozdzielczości co najmniej 5x lepsze, a te można uzyskać jedynie przy znacznie mniejszych wiązkach. 

Wtedy zasadne jest definiowanie gęstości prądu, ale dla wiązki o rozmiarze < 0,2 nm, która rzeczywiści 

będzie regularnie wykorzystywana, czego Zamawiający nie czyni. Należy zaznaczyć, że gęstość pracy 

nie maleje w sposób liniowy. Nawet jeśli zamawiający przewiduje nietypowe zastosowania, to 

sugerowana przez nas zmiana na ≥1,5 nA nie zostanie zauważona, ze względu na wysoką czułość 

systemu detekcji STEM w mikroskopie, który chcemy zaoferować. Ponadto, wg. naszej najlepszej 

wiedzy, parametr wymagany przez Zamawiającego – prąd o wartości ≥ 2,5 nA w wiązce elektronowej 

skupionej na próbce do plamki o średnicy 1,0 nm – promuje tylko jednego dostawcę mikroskopu TEM 

i uniemożliwia zaoferowanie konkurencyjnego rozwiązania 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 

 

 



 
 
Pytanie 2.  

Dotyczy punktu nr 18 o treści „Mikroskop pracujący w trybie TEM powinien umożliwiać uzyskiwanie 

obrazów w bezpośrednich powiększeniach w zakresie nie mniejszym niż od 50x do 2 000 000x (w 

referencyjnej płaszczyźnie błony fotograficznej)”. 

Czy Zamawiający zaakceptuje mikroskop, który w trybie TEM umożliwi uzyskiwanie „bezpośrednich” 

powiększeń w zakresie nie mniejszym niż 50x do 1 400 000x (w referencyjnej płaszczyźnie błony 

fotograficznej)? 

Uzasadnienie: Współczesne mikroskopy TEM rejestrują obrazy na kamerach CMOS. W przypadku 

kamery podkolumnowej, specyfikowanej w punkcie 41, powiększenie na niej będzie jeszcze większe 

(o czynnik 1,3-1,7 w zależności od producenta i modelu mikroskopu). Oznacza to, że piksel o rozmiarze 

fizycznym 10 µm przy powiększeniu 2 Mx będzie zawierał informacje z obszaru próbki mniejszym niż 

… 4 pm, czyli około 35x mniej niż oczekiwany przez zamawiającego poziom transferu informacji przez 

mikroskop. Oznacza to ogromny oversampling danych, gdyż uzyskane obrazy nie będą fizycznie 

zawierać żadnych dodatkowych informacji niż uzyskane przy powiększeniach 5x większych, a 

dodatkowo pole widzenia będzie dramatycznie niskie. Przy współczesnych kamerach CMOS 4k x k, 

rozdzielczość mikroskopów wysokorozdzielczych można wykazać już przy powiększeniach rzędu 200 

kx. Prosimy o zmianę górnej granicy na 1,4 Mx, co i tak jest wielkością zbyt wysoką do praktycznych 

zastosowań. Dodatkowo, wg naszej najlepszej wiedzy maksymalne powiększenie TEM na poziomie 2 

Mx promuje bez wnoszenia żadnych korzyści tylko jednego producenta i uniemożliwia zaoferowanie 

konkurencyjnego rozwiązania. 

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje mikroskop, który w trybie TEM umożliwi uzyskanie powiększeń 

nie mniejszym niż 50x do 1 400 000x (w referencyjnej płaszczyźnie błony fotograficznej). 

 

Pytanie 3.  

Dotyczy punktu nr. 14 o treści: „Mikroskop powinien oferować zakres regulacji kąta zbieżności wiązki 

elektronów (przy 200kV) nie mniejszy niż 1,5-70 rad.” 

Czy zamawiający zmieni zapis na: „Mikroskop powinien oferować zakres regulacji kąta zbieżności 

wiązki elektronów (przy 200kV) nie mniejszy niż 1,5-70 mrad? 

Uzasadnienie: W mikroskopii TEM kąty zbieżności wiązki elektronów wyrażane są w mrad 

(miliradianach), a nie jak było w wersji pierwotnej rad (radianach). Domyślam się, że jest to omyłka 

pisarska, jednak nie poprawiona powoduje, iż żaden z dostawców nie spełnia parametrów. 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu. Powstały błąd jest oczywistą omyłką pisarską.  

 

Pytanie 4.  

Dotyczy punktu nr 58 o treści „Wraz z mikroskopem powinno zostać dostarczone i zainstalowane w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenie do czyszczenia preparatów TEM za pomocą 

plazmy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem pozwalającym na pracę w miejscu instalacji, pompą, 

okablowaniem, przewodami i innymi elementami dodatkowymi zapewniającymi gotowość do pracy 

w miejscu instalacji. Urządzenie musi być kompatybilne z uchwytami próbek oferowanego mikroskopu 

TEM.  

Minimalne parametry pracy urządzenia: 

 − Ciśnienie w komorze roboczej nie większe niż 45 Pa  

− Możliwość ustawienia automatycznego wyłączenia procesu czyszczenia w zakresie czasu od co 



 
 
najmniej 1 do 60 minut  

− Zasilanie 230V/50Hz  

Dostawa urządzenia powinna obejmować szkolenie z użytkowania.” 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie pracujące przy ciśnieniu nie większym niż 70 Pa”? 

Uzasadnienie: Czyszczenie plazmowe preparatu wymaga obecności gazu np. tlenu czy argonu. Na 

efektywność czyszczenia i ewentualne uszkodzenia próbki wpływa nie tylko ciśnienie, ale i moc pracy 

urządzenia, której duży zakres regulacji jest również ważnym parametrem. Im większe ciśnienie gazu 

„roboczego” w komorze tym większa efektywność czyszczenia próbki i holdera. Wyższe ciśnienie nie 

tylko zwiększa gęstość plazmy, ale ze względu na dużą liczbę zderzeń zmniejsza energię jonów, 

redukując ryzyko rozpylania materiału próbki i komory urządzenia, a tym samym redepozycji tego 

ostatniego na próbce. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowane urządzenie.  

 

Pytanie 5.  

Dotyczy punktu nr 40 o treści „Kolumna mikroskopu powinna być wyposażona w przysłonę twardych 

promieni X w kolumnie mikroskopu”. 

Czy Zamawiający zaakceptuje zmienioną treść pytania na: „Kolumna mikroskopu powinna być 

wyposażona w przysłonę twardych promieni X lub tożsame rozwiązanie konstrukcyjne zapewniające 

taką samą lub lepszą czystość widm EDS (niż z przesłoną)”? 

Uzasadnienie: W naszym rozumieniu celem Zamawiającego przy formułowaniu tego zapisu było 

zabezpieczenie czystości widm EDS, tj. uzyskanie niskiego tła, co jest tożsame z wysoką liczbą Fiori. 

Zatem nie powinno mieć znaczenia, czy wymaga to dodatkowej przysłony, czy wynika z konstrukcji 

kolumny mikroskopu, o ile mierzalny wynik końcowy jest ten sam. Współczesne mikroskopy osiągają 

liczbę Fiori na poziomie 2000 (przy dwóch detektorach po 100 mm2 ), realizując to konstrukcyjnie w 

różny sposób. Rozwiązanie z dodatkową przysłoną nie wnosi tu żadnych dodatkowych korzyści, 

komplikując przy tym cały system i jego obsługę o kolejny element mechaniczny. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: ”Kolumna mikroskopu powinna być 

wyposażona w przysłonę twardych promieni X lub równoważne rozwiązanie zapewniające poprawę 

czystości widm EDS.  

 

Pytanie 6. 

Dotyczy punktu nr 36 o treści „Sterowanie systemem EDS powinno być możliwe za pomocą 

oprogramowania działającego w środowisku MS Windows 10 lub 11 w wersji <professional>”. 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dopuszczając system Windows 10 lub 11 w wersji 

„professional” lub „enterprise”? 

Uzasadnienie: MS Windows w wersji „Enterprise” jest jedną z najbardziej profesjonalnych i 

zaawansowanych wersji systemu operacyjnego, dostępną tylko dla dużych korporacji, gdzie 

najważniejsze jest bezpieczeństwo, produktywność i zarządzanie. W wersji „Enterprise” znajduje się 

pełne wsparcie dla technologii Microsoft Passport umożliwiające m.in. wdrożenie zaawansowanego 

uwierzytelniania, rozwiązanie Credential Guard, którego zadaniem jest zabezpieczenie 

przechowywanych w systemie informacji o loginach i hasłach użytkowników – w taki sposób, by tylko 

odpowiednio uprawnione aplikacje systemowe mogły uzyskać do nich dostęp. Niezwykle istotny jest 

także Device Guard – czyli zabezpieczenie sprzętowo-programowe, które dba o to, by w systemie 



 
 
mogły uruchamiać się wyłącznie zaufane aplikacje (dzięki temu nawet jeśli ktoś włamie się do systemu 

lub któregoś urządzenia, to i tak nie będzie w stanie uruchomić w Windows 10 żadnego niezaufanego 

kodu). Ponadto technologia Secure Boot oraz UEFI, której zadaniem jest blokowanie wszelkich prób 

uruchomienia na komputerze innego systemu niż ten autoryzowany przez administratora, a także 

wprowadzania zmian do ustawień UEFI. Ma to chronić użytkowników m.in. przed złośliwym 

oprogramowaniem (np. rootkitami), uruchamiającymi się w systemie na etapie jego startu. System 

MS Windows w wersji „Enterprise” jest dużo bardziej rozwiniętym, zaawansowanym i 

bezpieczniejszym systemem niż wersja Pro (Professional) co prezentuje także poniższa tabelka: 

 

Features Home Pro Enterprise Education 

Device 
Encryption6 

        

Domain Join        

Group Policy 
Management 

       

BitLocker2        

Enterprise Mode 
Internet Explorer 

(EMIE) 

       

Assigned Access 
8.1 

       

Remote Desktop        

Direct Access       

Windows To Go 
Creator 

      

AppLocker       

BranchCache       

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.  

 

Pytania 7. 

Dotyczy punktu nr 42 o treści „Praca kamery CMOS powinna być sterowana z poziomu 

oprogramowania działającego w środowisku Windows 10 lub 11 w wersji < professional >” 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dopuszczając system Windows 10 lub 11 w wersji 

„professional” lub „enterprise”? 

Uzasadnienie: Takie samo jak w pytaniu nr 6. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.  

 

Pytanie 8. 

Dotyczy punktu nr 45 o treści „Sterowanie pracą i parametrami mikroskopu powinno być możliwe 

poprzez oprogramowanie graficzne interfejsu użytkownika, uruchamiane w systemie Windows 10 lub 

11 w wersji < professional >” 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dopuszczając system Windows 10 lub 11 w wersji 

„professional” lub „enterprise”? 

Uzasadnienie: Takie samo jak w pytaniu nr 6. 



 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.  

 

Pytanie 9. 

Dotyczy punktu nr 47 o treści „Mikroskop powinien być dostarczony wraz z komputerem 

(komputerami) o parametrach odpowiednich do zapewnienia płynnej pracy oprogramowania 

sterującego mikroskopem, systemem EDS oraz kamerą działającego w środowisku Windows 10 lub 

wyższym w wersji < professional >”. 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dopuszczając system Windows 10 lub 11 w wersji 

„professional” lub „enterprise”? 

Uzasadnienie: Takie samo jak w pytaniu nr 6. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.  

 

B. Dotyczy: Punkt 21.1.2 zapisów SWZ: „Kryterium techniczne punktowane P” 

 

Pytanie 10.  

Dotyczy punktu nr 2 o treści „Jasność źródła przy 200 kV nie mniejsza niż 4x108 A/cm2sr”, 

punktowanego 10 pkt. 

Czy Zamawiający zmieni zapisy punktacji promując większą ilością punktów lepsze rozwiązania 

dostępne na rynku, tj. wprowadzając zapis: 

 Jasność źródła przy 200 kV nie mniejsza niż 4x108 A/cm2sr – 5 punktów 

 Jasność źródła przy 200 kV nie mniejsza niż 1,5x109 A/cm2sr– 10 punktów 

Uzasadnienie: Na rynku już od wielu lat istnieją źródła z emisją Schottky’ego (parametr nr 2 w tabelce 

„Minimalne parametry wymagane) o jasności lepszej aż o rząd wielkości niż to, co promuje punktami 

Zamawiający. Jak powszechnie wiadomo, im większa jasność źródła, tym lepsze są parametry pracy w 

trybie STEM. Dzięki wysokiej jasności, słaby stosunek sygnał/szum nie ogranicza rozdzielczości 

obrazowania, a mapy EDS można uzyskiwać szybciej i przy parametrach wiązki niewiele odbiegających 

od obrazowania wysokorozdzielczego. Jeśli jasność jest dla Zamawiającego ważna, co wyraził w 

niniejszym punkcie, to powinien promować rozwiązania o wyższej wartości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów punktacji.  

 

Jasność źródła jest dla Zamawiającego ważna, jednak według najlepszej wiedzy Zamawiającego 

stosowanie radykalnie większych niż wymagana wartość jasności źródła wiąże się z krótszym czasem 

życia emitera i dotkliwymi kosztami wymiany/obsługi urządzenia w przyszłości. Koszty eksploatacji z 

punktu widzenia Zamawiającego są równie ważne jak i parametry techniczne urządzenia. 

Zaproponowana jasność źródła jest w ocenie Zamawiającego wystarczająca do prowadzenia 

planowanych badań na odpowiednim poziomie. 

 

Pytanie 11.  

Dotyczy punktu nr 3 o treści „System mikroskopu umożliwia uszczelniane uchwytów próbek 

próżniowo za pomocą pary uszczelek typu O-ring, z ciągłym pompowaniem przestrzeni pomiędzy tymi 

uszczelkami podczas prowadzenia obserwacji” punktowanego 10 pkt. 

Bardzo proszę o usunięcie z punktacji dodatkowej zapisu o uszczelnieniu uchwytów próbek za pomocą 

pary uszczelek typu O-ring. 



 
 
Uzasadnienie: Zamawiający promuje rozwiązanie, które nie daje żadnych korzyści, ani nie poprawia 

ono próżni, ani szybkości pompowania, ani jakości obrazowania, ani możliwości analitycznych. 

Rozwiązanie wymagające 2 uszczelek świadczy o słabszym systemie próżniowym i gorszym 

uszczelnieniu śluzy niż u producentów stosujących jedną uszczelkę. Ponadto, ciągłe pompowanie 

„przestrzeni między uszczelkami” wymaga ciągłej pracy pompy, która prawdopodobnie nie jest pompą 

turbomolekularną, bo ta przenosiłaby drgania i pogarszała rozdzielczość obrazów, a olejową pompą 

dyfuzyjną, która niesie ryzyko zanieczyszczenia mikroskopu parami węgla… (jeśli mają jakąś TMP, to 

możemy napisać <>). Dodatkowo dwa O-ringi to dwa razy więcej pracy przy ich smarowaniu i dwa razy 

większe ryzyko popełnienia błędów przy tej czynności. Zwracamy również uwagę, że uchwyty z dwoma 

uszczelkami nie zabezpieczają również lepiej przed „zerwaniem próżni” przy wprowadzaniu lub 

wyjmowaniu holdera niż jest to w rozwiązaniach innych producentów stosujących jeden O-ring. 

Wynika to z faktu, że to cały układ śluza – holder jest odpowiedzialny za zabezpieczenie, a nie tylko 

holder. Śluza ma konstrukcję kompatybilną z holderem i również zawiera uszczelki typu O-ring, która 

zapewne jest inna u różnych producentów. Wobec czego równie dobrze można byłoby dodatkowo 

punktować liczbę O-ringów w śluzie. Dlatego prosimy o usunięcie tego zapisu, który promuje tylko 1 

producenta mikroskopu TEM, dając mu w przetargu aż 10 punktów co jest bardzo wysoką wartością 

w stosunku do zerowych korzyści jakie daje to rozwiązanie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z punktacji dodatkowej zapisu o 

uszczelnieniu próbek za pomocą pary uszczelek.  

 

Zamawiający nie zgadza się z przytoczoną argumentacją. W ocenie Zamawiającego rozwiązanie z parą 

uszczelek na holderze próbki podwyższa nie tylko poziom integralności próżniowej całego układu 

wprowadzania preparatu, ale także wspomaga stabilność mechaniczną i termiczną holdera z próbką, 

minimalizując możliwy dryft. Jednocześnie rozwiązanie takie zapewnia znacznie wyższe 

bezpieczeństwo układu próżniowego, jako że w przypadku uszkodzenia jednej z uszczelek druga 

uszczelka zapobiega gwałtownemu spadkowi próżni w kolumnie. W ocenie Zamawiającego te cechy 

zasługują na ocenę techniczną w postaci przyznania dodatkowych punktów. 

 

Pytanie 12.  

Dotyczy punktu nr 4 o treści „Mikroskop jest wyposażony w okno wglądowe do bezpośredniej 

obserwacji obrazu na ekranie fluorescencyjnym o średnicy co najmniej 150 mm oraz na małym ekranie 

fluorescencyjnym za pomocą binokularów.” punktowane x punktami 

Bardzo proszę o usunięcie z punktacji dodatkowej zapisu o wyposażeniu mikroskopu w okno 

wglądowe do bezpośredniej obserwacji obrazu na ekranie fluorescencyjnym... 

Uzasadnienie: Jesteśmy zaskoczeni, że zamawiający promuje dodatkowymi punktami – aż 10 

punktami – tak archaiczne i przestarzałe rozwiązanie jakim jest okno wglądowe do bezpośredniej 

obserwacji obrazu na ekranie fluorescencyjnym. Dawniej, gdy nie było dostępnych kamer CCD była to 

jedyna forma to wstępnego obserwowania preparatu przed wykonaniem zdjęcia. Dodatkowo 

zdumiewa nas fakt, iż zamawiający wymaga w parametrach podstawowych nr 38 (Komora projekcyjna 

mikroskopu powinna zawierać wbudowaną kamerę CCD o szybkości odświeżania obrazu co najmniej 

30 kadrów/s umożliwiającą prowadzenie szybkich obserwacji bezpośrednio na ekranie monitora 

systemowego i/lub zdalną obsługę mikroskopu z innej lokalizacji niż miejsce jego instalacji) oraz nr 52 

(Mikroskop powinien posiadać możliwość zdalnej obsługi z miejsca innego niż miejsce instalacji) 



 
 
elementów systemu do prowadzenia badań z pomieszczenia innego niż zainstalowany mikroskop, a w 

punktacji dodatkowej promuje rozwiązanie wymuszające pracę przy mikroskopie TEM, w 

zaciemnionym pomieszczeniu (wymagane słabe oświetlenie dla lepszego kontrastu na ekranie 

fluorescencyjnym) bez jakiejkolwiek możliwości zapisu obserwowanego obrazu. Możliwe jest to 

jedynie poprzez wymaganą w parametrach podstawowych kamerę CCD z punktu 38. Ponadto, należy 

tutaj podkreślić, że takie rozwiązanie jest dostępne tylko u jednego producenta mikroskopów TEM, 

dając mu istotną przewagę punktową w przetargu za technologię praktycznie nie używaną, 

przestarzałą, nie dającą absolutnie żadnej przewagi w obrazowaniu czy analizie materiału. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z punktacji dodatkowej zapisu o wyposażeniu 

mikroskopu w okno wglądowe do bezpośredniej obserwacji obrazu na ekranie fluorescencyjnym. 

 

Jak słusznie zostało wskazane przez Państwa w treści uzasadnienia do pytania nr 12., dawniej, gdy nie 

było dostępnych kamer CCD, okno wglądowe w mikroskopie było jedyną formą obserwacji preparatu. 

Obecnie okno wglądowe jest dodatkową, uzupełniającą w stosunku do nowoczesnych metod 

(wymaganych przez Zamawiającego w części obligatoryjnej) formą obserwacji preparatu, której w 

ocenie Zamawiającego nie można uznać za przestarzałą, szczególnie zważywszy na fakt, iż rozwiązanie 

to jest nadal popularyzowane w konstrukcjach nowoczesnych mikroskopów oferowanych przez innych 

renomowanych producentów. 

Operator mikroskopu podczas obsługi mikroskopu wykonuje wiele czynności, związanych głównie z 

przygotowaniem eksperymentu (justowanie mikroskopu w trybach TEM i STEM, pochyły w przestrzeni 

odwrotnej, nastawy parametrów z niską dawką, wstępny wybór miejsca analizy itp.), gdzie 

bezpośrednia obserwacja na ekranie fluorescencyjnym jest bezkonkurencyjnie szybka i precyzyjna 

oraz pozwala na zaobserwowanie istotnych szczegółów obserwowanych obrazów znacznie ułatwiając 

przeprowadzenie eksperymentu, co zdaniem Zamawiającego jest rozwiązaniem użytecznym. W 

związku z powyższym Zamawiający uważa za cenne i istotnie korzystne dla siebie wyposażenie 

mikroskopu w okno wglądowe do bezpośredniej obserwacji obrazu na ekranie fluorescencyjnym i 

przyznaje rozwiązaniu dodatkowe punkty. 

 

Pytanie 13.  

Dotyczy punktu nr 6 o treści „Mikroskop jest wyposażony w detektor elektronów wstecznie 

rozproszonych pozwalający na obserwację w trybie kontrastu topograficznego z wykorzystaniem 

wiązki skanującej” punktowane x pkt. 

Czy zamawiający zaakceptuje i będzie promował 10 punktami rozwiązanie równoważne, pozwalające 

na obserwację w trybie kontrastu topograficznego z wykorzystaniem wiązki skanującej, realizowane 

przez detektor elektronów przechodzących przez próbkę. 

Uzasadnienie: W naszym rozumieniu intencją Zamawiającego przy formułowaniu tego zapisu było 

obrazowanie topografii próbki w mikroskopie (S)TEM. Zatem nie powinno mieć znaczenia, czy kontrast 

ten jest (pośrednio) realizowany przez elektrony wstecznie rozproszone (BSE), czy też przechodzące 

przez próbkę (TE), o ile efekt końcowy jest porównywalny. Tym bardziej, że ani elektrony BSE, ani TE 

bezpośrednio nie niosą kontrastu topograficznego. W obydwu przypadkach jest on realizowany 

sztucznie poprzez odejmowanie sektorów, znane z mikroskopii SEM, w której często nazywany jest on 

kontrastem pseudotopograficznym dla odróżnienia od obrazów SE z „prawdziwą” topografią. Co 

więcej, stosunek sygnał/szum w rozwiązaniu z detekcją elektronów TE jest lepszy niż z BSE, ze względu 



 
 
na niskie prawdopodobieństwo wstecznego rozproszenia dla cienkich próbek. Ponadto, analiza 

topografii w TEM jest pojęciem skrajnie niszowym ze względu na preparatykę i małe pole widzenia. 

Natomiast przy ewentualnej dyskusji o kontraście materiałowym detektor BSE da ekstremalnie mały 

sygnał w porównaniu ze standardowo stosowanym detektorem HAADF. Zamawiający nie uzyska 

żadnych dodatkowych korzyści ze stosowania detektora BSE, dlatego prosimy o rozszerzenie zapisu 

jak w pytaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zaakceptuje takiego rozwiązania.  

 

Zamawiający nie zgadza się na zaproponowaną zmianę i rozszerzenie zapisu, ponieważ nie uważa 

proponowanego rozwiązania za równoważne.  Zamawiający uważa za cenną i istotnie korzystną dla 

siebie możliwość zastosowania dodatkowego dedykowanego detektora elektronów wstecznie 

rozproszonych (BSE) (przykładowo dla: wstępnej oceny jakości preparatyki próbek, oceny płaskości 

próbki, oceny cech topograficznych w przypadku preparatów proszkowych bądź nanostruktur typu 

nanorurki, rozpoznania dół/góra próbki, oceny wzrostu kontaminacji pod wiązką elektronową), dzięki 

któremu akwizycja obrazu w kontraście topograficznym przy wykorzystaniu elektronów BSE nie 

koliduje z jednoczesnym zbieraniem pozostałych sygnałów trybu STEM (HAADF, ABF), co jak wynika z 

doświadczeń Zamawiającego, ma kluczowe znaczenie w uzyskaniu możliwie jak najbardziej 

jednoznacznej interpretacji otrzymywanych obrazów. Należy również podkreślić, że uzyskanie obrazu 

w kontraście topograficznym w obserwacjach BSE znacznie ułatwi nawigację po próbce. 

Jak słusznie zostało wskazane przez Państwa, obserwacje BSE nie często są wykorzystywane w 

mikroskopii STEM. Istnieje jednak szereg przypadków, w których dodatkowe obrazowanie z 

wykorzystaniem kontrastu od składu chemicznego w regionach przypowierzchniowych ułatwia wybór 

właściwego miejsca obserwacji lub interpretację wyników i obserwowanych zjawisk. Za przykład mogą 

posłużyć stopy o strukturze dendrytycznej, z wyraźną segregacją składu chemicznego - np. stopy HEA, 

na których skupiają się badania powadzone w NCBJ. Wykorzystanie małych powiększeń i kontrastu od 

składu chemicznego pomoże rozróżnić wnętrze dendrytów oraz stref między dendrytycznych do 

dalszych obserwacji TEM/STEM. Nie jest znana zamawiającemu inna technika badawcza pozwalająca 

na podobną ocenę bez konieczności wykonywania skanów EDS z dużej powierzchni. Dodatkowo 

zastosowanie detektora BSE (elektronów rozproszonych pochodzących ze strefy przypowierzchniowej 

próbek) poszerzy możliwości badawcze w przypadku obserwacji próbek w formie proszków, rurek czy 

innych drobnych cząstek, które również znajdują się w kręgu zainteresowań laboratoriów NCBJ.  Stąd 

też wyposażenie mikroskopu w dedykowany detektor elektronów wstecznie rozproszonych jest z 

punktu widzenia Zamawiającego jako niezmiernie istotne. 

Zamawiający zwraca również uwagę, iż według jego najlepszej wiedzy istnieją inne (niesektorowe i 

działające na innej zasadzie) detektory BSE aniżeli te przywołane w przedstawionej przez Państwa 

argumentacji, a mianowicie z wykorzystaniem detekcji BSE przy pomocy układu MCP (Micro-Channel 

Plate), o wysokim kontraście topograficznym i polu widzenia tożsamym z polem skanowania.  

 

 

Pytanie 14: 

Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak 

wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia 

prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, 



 
 
standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część 

SWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo 

stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej 

sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo 

stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. 

Jeżeli dokument SWZ Tom II – PPU nie reguluje wszystkich kwestii związanych z prawidłowym 

przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania, Zamawiający 

zwraca się z prośbą o wskazanie odpowiednich zapisów w celu ich zastosowania w ww. dokumencie. 

Pytanie 15: 

Czy Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, 

ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 PLN. Opłata ryczałtowa zastępuje większość 

wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach 

ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze 

zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co 

gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, 

ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 PLN. Wszystkie opłaty powinny być 

uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 

 

Pytanie 16: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu §1 ust. 5 Umowy o następujący zapis: „oraz pod 

warunkiem spłacenia przez Zamawiającego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie ww. zapisu. Wszystkie należności pieniężne muszą się 

znaleźć w ofercie i umowie - na takiej podstawie będzie płatność i po spłaceniu tych konkretnych 

należności następuje przeniesienie prawa własności. 

 

Pytanie 17: 

W §1 ust. 5 Umowy Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie 

informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie 

gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację treści wskazanego 

paragrafu na następujący zapis: „Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji Zamawiającemu (…)”.  

 



 
 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści wskazanego zapisu. Ponadto ww. zapis  znajduje 

się  w §4 ust. 1 wzoru umowy. 

 

Pytanie 18: 

W §5 ust. 3a) Umowy Zamawiający zapisał, że opłata wstępna zostanie uiszczona w ciągu 14 dni od 

daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu. Uprzejmie informuję, że wartość opłaty wstępnej 

pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być uiszczony w terminie nie 

późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. Proszę zatem o modyfikację zapisów w tym 

zakresie i dopuszczenie płatności czynszu inicjalnego w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy 

leasingu.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapis w §5 ust. 3a) tiret 1 na:  

a) część kapitałową, na którą składają się: 

- opłata wstępna udokumentowana fakturą w wysokości 20% wartości Przedmiotu Umowy 
płatna do 14 dni po podpisaniu umowy przez Strony: …………… zł  

Pytanie 19: 

Czy Zamawiający zgadza się aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków na rachunek 

Wykonawcy? Wykonawca nie może uznać za termin płatności dnia, którego daty de facto nie zna, bo 

taką właśnie datą jest dla niego data obciążenia rachunku Zamawiającego  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków na rachunek 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 20: 

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

ich zmniejszenie z 0,05% na 0,02%, z 10% na 52%, z 40 000 zł na 10 000 zł, z 20% na 10%.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmniejszenie kar umownych. 

 

Pytanie 21: 

Zamawiający wprowadził kary umowne w stosunku do Wykonawcy za niewykonanie w sposób 

prawidłowy umowy, co powoduje brak równowagi kontraktowej między Wykonawcą, a 

Zamawiającym. Proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego karu umownych w stosunku do 

Zamawiającego. Zapis w obecnym brzmieniu jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę.  



 
 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu dotyczącego karu umownych w stosunku do 

Zamawiającego. Obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z umowy jest płatność. Za nieterminowe 

płatności są naliczane odsetki.   

 

Pytanie 22: 

Czy Zamawiający dopuści, aby ewentualne kary umowne płatne były na podstawie stosownego 

dokumentu księgowego i nie były potrącane z wynagrodzenia należnego Finansującemu (§8 ust. 2 

Umowy)? Dla Finansującego scenariusz przedstawiony przez Zamawiającego jest bardzo niekorzystny 

i powoduje szereg trudności w rozliczeniach umowy leasingu. Dodatkowo dopuszczenie not w miejsce 

potrąceń pozwoli na zachowanie przejrzystości w rozliczeniach pomiędzy stronami umowy tj. 

Zamawiającym i Wykonawcą stanowiącym konsorcjum firm finansującego i dostawcy. Prosimy o 

akceptację takiego scenariusza działania.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody aby ewentualne kary umowne nie były potrącane z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

Potrącenie nie sprzeciwia się wystawieniu noty jako dokumentu księgowego.  

Naliczone kary umowne zostaną udokumentowane notą księgową i potrącone z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

Pytanie 23: 

Zamawiający wskazał w §8 Umowy, że Wykonawca zabezpieczy należycie wykonanie umowy w 

wysokości 5% całkowitej ceny brutto. Prosimy o odstąpienie od wymogu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy spotykane jest głównie na rynku w 

przypadku zamówień na roboty budowlane, realizację inwestycji strukturalnych, gdzie Zamawiający 

płaci za usługę „z góry” , a wykonanie zamówienia trwa w czasie i jest uzależnione od wielu czynnikó 

po stronie Wykonawcy. W ramach usługi leasingu z dostawą przedmiotu zamówienia to 

Wykonawca/Finansujący angażuje własne środki na realizowanie inwestycji pożądanej przez 

Zamawiającego. Zamawiający otrzymuje całe zamówienie w postaci dostawy pojazdu z góry nie 

angażując swoich środków finansowych, a następnie spłaca wartość przedmiotu zamówienia w ratach 

leasingowych. Zatem Zamawiający nie ponosi ryzyka związanego z realizacją zamówienia skoro 

otrzymuje przedmiot na początku trwania umowy.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Poza dostawą Wykonawca ma tez inne obowiązki przewidziane w umowie z których musi się 
wywiązać 
 

Pytanie 24: 

W nawiązaniu do treści §9 Umowy prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że cena ubezpieczenia 

powinna być wliczona w cenę oferty na cały okres trwania Umowy leasingu.  



 
 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że cena ubezpieczenia powinna być wliczona w cenę oferty na cały okres 

trwania Umowy leasingu.  

 

Pytanie 25: 

Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku Wykonawcy, który posiada status dużego przedsiębiorcy do 

rozszerzenia zapisów umowy o następujący zapis: „Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w przypadku Wykonawcy, który posiada status dużego przedsiębiorcy do 

rozszerzenia zapisów umowy o następujący zapis: „Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych.”  

 

Pytanie 26: 

W §10 ust. 1.c) Umowy znalazł się następujący zapis: „Wykonawca zobowiązuje się nie przelewać 

swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, pod rygorem nieważności”. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów na 

następujący: „Zamawiający wyraża zgodę na: - bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy 

na rachunek kredytodawcy Finansującego; - przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być 

zakończona) zewnętrznej firmie, która będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.” 

Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie ma możliwości dochodzenia pewnych roszczeń samodzielnie 

od Korzystającego. Przy ich dochodzeniu posiłkuje się wiedzą i umiejętnościami innych profesjonalnych 

podmiotów. Ponadto zdarza się również cesja praw z umowy na bank udzielający kredytu 

Finansującemu. Taki scenariusz nie powoduje żadnych zmian w realizacji umowy dla Korzystającego 

poza zmianą rachunku bankowego na który zobowiązany jest uiszczać raty leasingowe.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. zapisu. Zapis nie zabrania przelewu praw i 

obowiązków tylko uzależnia od uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego .    

 

Pytanie 27: 

Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest 

zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z 

dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które 

umożliwią przeprowadzenie takich czynności: - bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2020, 2021; 

- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec II kwartału 2022, zamiennie sprawozdanie 

wg. wzoru F01 za II kwartał 2022. 15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał: 



 
 
 a) rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z 

Finansującym,  

b) rozliczeń (w tyt. z kar umownych), zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, serwisu przedmiotu 

leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający jest podmiotem publicznym a nie prywatnym.  Przetarg jest ogłaszany tylko gdy są 

przeznaczone i zabezpieczone na ten cel środki. 

Zamawiający będzie dokonywał: 

a) rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu z 
Wykonawcą  

b) rozliczeń (w tyt. z kar umownych), zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, serwisu 
przedmiotu leasingu, jego utrzymania z Wykonawcą. 

 

Pytanie 28: 

Zamawiający jako sposób finansowania wybrał leasing finansowy. Uprzejmie informuję, iż w takiej 

sytuacji wraz z momentem zawarcia Umowy leasingowej generowana jest faktura VAT na całą wartość 

sprzętu, w tym należny podatek VAT. Podatek VAT powinien być uiszczony w terminie 7 dni od daty 

zawarcia Umowy leasingowej. Proszę o stosowną modyfikację SWZ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należny podatek VAT z tytułu dostawy sprzętu opłacony zostanie w terminie 

7 dni od podpisania protokołu odbioru sprzętu, o którym mowa w § 3 wzoru umowy. 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy ją 
uwzględnić podczas przygotowywania ofert. 
 

II Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 6  oraz 

w oparciu o art. 90 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1710) dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie: 

 

1. Tom II SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) został zaktualizowany.  

Zaktualizowany dokument został opublikowany na stronie prowadzonego postępowania. 

2. Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia został zaktualizowany. 

Zaktualizowany dokument został opublikowany na stronie prowadzonego postępowania. 

3. TOM I Rozdział I SWZ ust. 19.1 otrzymuje brzmienie: 

„Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 22.09.2022 r. do 
godz. 12.00” 

4. TOM I Rozdział I SWZ ust. 19.4 otrzymuje brzmienie: 



 
 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2022 r. o godz. 13.00 za pośrednictwem Platformy. 

W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii”  

5. TOM I Rozdział I SWZ ust. 20.1 otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert  do dnia 20.12.2022 r.” 

6. TOM I Rozdział II Formularz 2.2 Wykaz parametrów technicznych został zaktualizowany. 

7. TOM I SWZ – Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami został zaktualizowany w 

związku z ww. zmianami. 

Zaktualizowany dokument został opublikowany na stronie prowadzonego postępowania. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

 (podpis Kierownika Zamawiającego  

                                                                                                        lub osoby przez niego upoważnionej) 
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